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Devido a elevada res1sten01a mecanica, exce
lente resisténcia a corrosao e baixa absorcdo de
neutrons térmicos, as ligas de zirconio, tem sido
largamente utilizada na industria nuclear. Além
disso, ultimamente tem havido uma crescente utili
zacdo das ligas de zirconio na irdistria de pro
cessamento quimico, ja que o zirconio oferece uma
resisténcia a corrosao superior adquela oferecida
pelos acos inoxidaveis e ligas de niquel.

Para melhoria das propriedades das ligas de
zirconio tem-se feito muitas 1nvestlgagoes das
transformagoes de fase; as ligas de zirconio po-
dem ser controladas por tratamentos térmicos.

Neste trabalho apresentamos microestruturas
de ligas de zirconio-nidbio, no estado bruto de
fusao, realizado no microscopio eletronico de trans
missdao (200 kV). As folhas finas para observacao
foram preparadas a partir de discos de 3mm poli
das eletroliticamente com uma solucdo de metanol
e acido perclorico a temperaturas de -150C com

ddp de 12 volts.

Na figura 1 temos a micrografia eletronica
de uma microestrutura da liga Zr-1,5% Nb,bruto de
fusao, que consiste de pacotes de lamelas a:f di
v1d1ndo uma relacdo de orlentagao comum.Cada grao
B primario & subdividido em um numero de pacotes
cujo tamanho e orientacao depende do numero de va
riantes cristalograficas produzidas durante a
transformacao.

Na figura 2 podemos ver a micrografia ele-
tronica de uma microestrutura da liga Zr-1,0% Nb,
bruto de fusao. que apresenta os mesmos detalhes
da figura anterior. Podemos observar o contraste
associado com as discordancias na interface «a:B,
que € muito complexo; temos aqui um arranjo de
discordancias do tipo [000C] na interface a:B

A figura 3 ilustra melhor o aspecto das dis
cordancias na interface a:B em uma micrografia
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eletronica da microestruruta da liga 2r-0,5% Nb,
onde se pode ver as discordancias acomodando o de
sajuste entre os planos (0002), e (110)g.

Uma analise mais completa da origem e da re
lacdo desta interface com a transformacao a-f es
ta sendo melhor investigada. ¥
(A barra em cada micrografia representa 1 um).
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